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Mikroskop konfokalny

Opis techniczny:

Olympus LEXT OLS4000 to mikroskop konfokalny o wysokiej rozdzielczosci
przeznaczony do obrazowania powierzchni 3D oraz pomiaréw
chropowatosci.

Powiekszenie (optyczne i cyfrowe) tego mikroskopu miesci sie w zakresie od
108x do 17 280x.

Oprogramowanie mikroskopu LEXT OLS4000 pozwala dokonywac
pomiarow: chropowatosci linii i powierzchni, wymiaréw obiektow
(wysokosci, dtugosci, pola powierzchni, objetosci, grubosci warstw), itp.

Wiecej szczegotow: https://www.olympus-ims.com/pl/metrology/ols4000/

Nazwa handlowa: Olympus OLS 4000 LEXT - laserowy mikroskop
konfokalny

Wiecej szczegoltow: /equipment/mikroskop-konfokalny/
Rodzaj dostepu: Zewnetrzna
Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy


https://www.olympus-ims.com/pl/metrology/ols4000/
file:///equipment/mikroskop-konfokalny/

Osoba kontaktowa: Gajek Marcin

Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/
marcin-gajek-6833.html

Jednostka odpowiedzialna: Katedra Ceramiki i Materialéw Ogniotrwatych

Grupa / laboratorium / zespot: Wydziatowe laboratorium Ceramiki
Szlachetnej i Technicznej, dr hab. inz. Marcin Gajek, dr hab. inz. Janusz
Partyka

Data ostatniej aktualizacji: 24 maja 2023 14:00
Rok wprowadzenia do uzytkowania: 2012
Obszary badawcze IDUB:

(POB 5) Materiaty, technologie i procesy inspirowane natura:
biotechnologia, bioinspiracje w inzynierii i nauce o materiatach,
biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia
(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiatow i

przysztosciowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejscie
laczace inzynierie materialowa z chemia, fizykg, matematyka i medycyna

Mozliwosci badawcze:

2D, 3D tryby: rzeczywistych koloréw, wysokiej rozdzielczosci i wysokosci
Réznicowy kontrast interferencyjny (DIC)

Profil: Primary Profile: Pp, Pv, Pz, Pc, Pt, Pa, Pq, Psk, Pku, Psm
Roughnes Profile: Rp, Ry, Rz, Rc, Rt, Ra, Rq, Rsk, Rku, Rsm
Waviness Profile: Wp, Wv, Wz, Wc, Wt, Wa, Wq, Wsk, Wku, Wsm
Amplitude Parameters: Sq, Ssk, Sku, Sp, Sv, Sz, Sa

Functional Parameters: Smr(c), Sdc(mr), Sk, Spk, Svk, SMr1, SMr2
Mozliwosci pomiarowe:

Zestaw obiektywow konfokalnych 5X, 10X, 20X, 50X, 100X
Powiekszenie 108 - 17280X

Zrédto swiatta: laser potprzewodnikowy 405 nm

Kolorowy obraz: biata dioda LED, 2-megapikselowy detektor CCD

Zestaw filtrow pozwalajacyh korygowac szum, nachylenie oraz krzywizne lub
chropowatos¢ powierzchni

Maksymalna srednica probki 15 cm


https://skos.agh.edu.pl/osoba/marcin-gajek-6833.html
https://skos.agh.edu.pl/osoba/marcin-gajek-6833.html

Maksym. grubosc¢ probki 10 cm
Maksym. waga probki 1 kg

Warunki udostepniania infrastruktury:

Praca wylacznie za posrednictwem operatora bedacego pracownikiem
KCiMO
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